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ZARZADZENIE NR 120
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 27 czerwea 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o dlugosciomierzach.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o diugosciomierzach, stanowiace zalacznik do niniejszego
zarzadzenia.
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§ 2.

§ 3,

§ 1.1

§ 2.

§ 3.

§ 4.
§ 5.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 9.1.

Przepisy metrologiczne okre§laja wymagania, jakim powinny odpowiada¢ diugosciomierze
podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania i okresy waznosci
dowodow kontroli metrologiczne;j.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalgcznik do zarzadzenia nr 120
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 27 czerwca 1996 r. (poz. 128)

PRZEPISY METROLOGICZNE O DLUGOSCIOMIERZACH

Postanowienia ogéline

Przepisy dotycza dhugo$ciomierzy o zakresie pomiarowym wzorca 100 mm i dzialce elementarnej
o wartosci 1 pm.

Rozréznia si¢ dwa rodzaje dtugo$ciomierzy:

1) pionowe — o zakresie pomiarowym 200 mm,

2) poziome — o zakresie pomiarowym 450 mm.

Konstrukcja i wykonanie

Konstrukcja dtugo$ciomierza powinna zapewniaé jego czgsciom taka sztywnos¢, aby odksztalcenia
wywolane dzialaniem sit zewngtrznych lub wlasnym cigzarem nie wptywaly w spos6b znaczacy na
doktadno$¢ pomiarow.

Czesci ruchome dlugosciomierza powinny przesuwaé si¢ w sposob ptynny, bez zacig¢ i zahamowan,
aurzadzenia zaciskowe powinny pewnie unieruchamia¢ je w dowolnym miejscu przesuwu
zgrubnego i dokladnego.

Elementy dlugosciomierza nie powinny by¢ namagnesowane.

Powierzchnie dtugo$ciomierza, powierzchnie pomiarowe stolikow, nasadek wymiennych i szczek

pomiarowych nie powinny mie¢ rdzawych plam i uszkodzen.

Chropowato$¢ powierzchni pomiarowych, okreslona parametrem R,, nie powinna przekracza¢

wartosci:

1) 0,4pm — dla powierzchni pomiarowych stolika w dlugosciomierzu pionowym i dla
powierzchni pomiarowych nasadek wymiennych w obu typach dlugosciomierzy,

2) 1,6 pum — dla powierzchni pomiarowych stolikéw pochylnego i elektrokontaktowego
w dlugosciomierzu poziomym.

Odchylenie od prostoliniowoséci powierzchni roboczej toza w diugosciomierzu poziomym nie

powinno przekraczaé wartosci 0,01 mm/100 mm.

Odchylenie od prostoliniowosci przesuwu trzpienia pomiarowego w dhugosciomierzu poziomym nie
powinno przekracza¢ wartosci 3 pm/100 mm.

Odchylenie od ptaskosci nie powinno przekracza¢ wartosci:
1) 0,6 um — dla plaskich powierzchni pomiarowych nasadek wymiennych,
2) 1,0 um — dla powierzchni pomiarowych stolika w dtugosciomierzu pionowym,

3) 10um - dla powierzchni pomiarowych stolikéw pochylnego i elektrokontaktowego
w dlugo$ciomierzu poziomym.
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§10.

§11.

§12.1.

§13.

§14.

§15.1.

3.

. Odchylenie od ptaskosci moze wystepowaé tytko w kierunku wypukloéci.

Zmiana réwnoleglosci powierzchni pomiarowej nasadki plaskiej wzgledem powierzchni pomiarowej
stolika, przy przesuwaniu glowicy pomiarowej w dlugodciomierzu pionowym, nie powinna
przekracza¢ wartosci 0,6 pm.

W stolikach klowych dlugosciomierza poziomego:

1) odchylenie kata wierzchotkowego stozka kiéw od 60° nie powinno przekraczaé 10",

2) odchylenie tworzacej stozka kta od prostoliniowosci nie powinno przekracza¢ wartosci 20 pum.

Pole widzenia mikroskopu odczytowego lub ekranu z podzialka powinno byé oswietlone
réwnomiernie w calym zakresie obserwacji.

. W clementach optycznych i o$wietleniowych nie powinny wystepowaé defekty utrudniajace

obserwacje.

. Blad paralaksy w mikroskopach odczytowych powinien by¢é niedostrzegalny.
. Odchylenie od réwnoleglosci kresek podziatek powinno by¢ niedostrzegalne.
. Kreski i ocyfrowanie podziatek i spirali powinny by¢ wyraznie widoczne w dowolnym punkcie

zakresu pomiarowego.

. Kreski koficowe podziatki noniusza dziesi¢tnego powinny sie pokrywaé z kreskami dziatki

elementarnej wzorca kreskowego; przesunigcie tych kresek nie powinno przekraczaé wartosci
szerokosci kreski noniusza.

. Wartos¢ skoku spirali Archimedesa powinna byé réwna dlugodci dziatki elementarnej noniusza

dziesigtnego; blad skoku nie powinien przekraczaé wartosci szerokosci kreski noniusza.

. Réznica wskazafi na podzialce mikrometrycznej przy naprowadzaniu spirali z przeciwnych

kierunk6éw na tg sama kreske¢ wzorca milimetrowego nie powinna przekraczaé wartosci 0,3 um.

Wartos¢ dziatki elementarnej podziatki mikrometrycznej uktadu projekcyjnego powinna odpowiadaé
wartosci 10 dzialek elementarnych wskaZznika wychylowego; niezgodno$¢ tych dziatek nie powinna
przekraczaé 0,5 dhugosci dziatki elementarnej wskaznika wychylowego.

Nacisk pomiarowy powinien wynosié:

1) (0,25+2,50)N - dla dlugosciomierzy pionowych,

2y (1,5+2,0)N - dladlugosciomierzy poziomych,

3) 0 — przy zastosowaniu magicznego oka dla dlugosciomierzy poziomych.

Oznaczenia

Dlugosciomierz powinien mie¢ trwale oznaczenia:
1) . nazwa i znak wytworcy,
2) numer fabryczny.

Charakterystyki metrologiczne
Biledy graniczne dopuszczalne wskazan dlugosciomierza wynosza;
1) £(1,3+0,01-L) pm — dla dtugosciomierzy pionowych,
2) £(1,5+0,01-L) um ~ dla dlugosciomierzy poziomych,
gdzie L jest wartoscia liczbowa dtugodci wyrazonej w metrach.

Rozrzut wskazafi dlugosciomierza, wyrazony przez odchylenie $rednie kwadratowe, nie powinien
przekraczaé wartosci:

1) 0,1 pm — dla dlugos$ciomierzy pionowych,
2) 0,3 pm - dla diugosciomierzy poziomych.
Bledy wskazaf mikroskopu odczytowego nie powinny przekraczaé +£0,3 pm.
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Warunki wiasciwego stosowania

§16.1. Dhugoéciomierz powinien byé ustawiony na stabilnej podstawie, wolnej od drgafi i wstrzaséw,
W pomieszczeniu o temperaturze (20 % 1) °C.

2. Dlugoéciomierz nalezy chronié przed uszkodzeniem i namagnesowaniem.

3. Dlugo$ciomierz nalezy utrzymaé w czystosci i konserwowag.

Dowody kontroli metrologicznej

§17.1. Dowodem kontroli metrologicznej diugosciomierza, zgloszonego do uwierzytelnienia na wniosck
zainteresowanego, jest $wiadectwo uwierzytelnienia.

2. Termin, do ktérego diugosciomierze zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzane do obrotu Iub
uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

129

ZARZADZENIE NR 121
PREZESA GEOWNEGO URZEDU MIAR

Z dnia 27 czerwea 1996 r.

W sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania dlugosciomierzy pionowych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcje sprawdzania diugosciomierzy pionowych, zwanych dalej »dhugoscio-
mierzami”, stanowiacq zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci dlugosciomierzy
pionowych z wymaganiami przepisow. metrologicznych o dhigosciomierzach, wprowadzonych
zarzadzeniem nr 120 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 27 czerwea 1996 r. (Dz. Urz. Miar
i Probiernictwa Nr 21, poz. 128), zwanych dalej »przepisami o dlugoéciomierzach”.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziviski

Zalacznik do zarzgdzenia nr 121
Prezesa Gldwnego Urzedn Miar
z dnia 27 czerwcea 1996 r. (poz. 129)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA DLUGOSCIOMIERZY PIONOWYCH

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 1. Do sprawdzania dtugosciomierzy potrzebne sa:
1)  plytki wzorcowe kontrolne,
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§ 2.1.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.1.

2) plaska plytka interferencyjna o $rednicy 80 mm klasy doktadnosci I,
3) plaskoréwnolegta plytka interferencyjna o dtugosci 12 mm,
4) mikrointerferometr,

5) silomierz o zakresie pomiarowym 2,5N, z dziatka elementarng o wartosci nie wigkszej
niz 0,1 N.

Warunki sprawdzania

Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosié (20 % 2) °C.

. Zmiana temperatury w czasie 1 godziny nie powinna przekraczaé 0,5 °C.
. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé 80 %.

. Dlugosciomierz i zastosowane do jego sprawdzania wzorce powinny sie znajdowaé w warunkach

wymienionych w ust. 1 — 3 przez co najmniej 12 godzin przed sprawdzaniem w celu ustabilizowania
si¢ ich temperatury.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie dlugosciomierza obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzenie konstrukcji i wykonania,
3) wyznaczenie charakterystyk metrologicznych.

Ogledziny zewnetrzne
Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié, czy:
1) oznaczenia na dlugo$ciomierzu wykonane sa zgodnie z wymaganiami § 14 przepiséw o dlugo-
$ciomierzach,
2)  czgsci ruchome przesuwaja si¢ w sposéb plynny, bez zaciet i zahamowan,
3) urzadzenia zaciskowe dzialajq poprawnie,

4) elementy dlugosciomierza nie wykazuja whasciwosci magnetycznych; elementy wykazujace
takie wiasciwosci nalezy odmagnesowaé,

5) na powierzchniach dlugosciomierza, powierzchniach pomiarowych stolika i nasadek
wymiennych nie wyst¢puja uszkodzenia oraz $lady korozji,

6) pole widzenia mikroskopu odczytowego i ekranu z podziatka jest o$wietlone réwnomiernie
w calym zakresie obserwaciji,

7)  w elementach optycznych i o§wietleniowych nie wystepuja defekty utrudniajace obserwacije,

8) kreski i ocyfrowanie podziatki sa wyraznie widoczne w dowolnym punkcie zakresu
pomiarowego.

Sprawdzanie konstrukcji i wykonania

Nalezy sprawdzi¢, czy konstrukcja i wykonanie diugo$ciomierza odpowiadaja wymaganiom § 2 i 12
przepisow o dtugosciomierzach.

Chropowatos¢ powierzchni pomiarowej stolika i powierzchni pomiarowych nasadek wymiennych
nalezy sprawdzi¢ za pomoca mikrointerferometru.

- Przy okreslaniu chropowatosci prazki interferencyjne powinny byé ustawione prostopadle do §ladéw

obrébki powierzchni sprawdzanej. Warto$¢ liczbowa parametru R . naleZy wyznaczy¢ wedlug
wzoru:
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§ 7.

§ 8.

g A
lex_ m 2 )
gdzie:
m — najwigksze odchylenie prazka od prostoliniowosci, w granicach odcinka elementarnego,
przy przyjeciu jako jednostki odchylenia odleglosci migdzy sasiednimi prazkami

interferencyjnymi,

-~

A — dlugosé fali zastosowanego Swiatta.
Przyjmuje sig, 2e warto$¢ parametru R odpowiada wartosci parametru R,.

Odchylenie od ptaskosci powierzchni nasadek pomiarowych plaskich i powierzchni pomiarowej
stolika nalezy sprawdzi¢ za pomoca plaskiej plytki interferencyjnej w nastepujacy sposéb:

1)  przylozy¢ plaska plytke interferencyjna do badanej powierzehni i docisnaé ja lekko, tak aby
ukazat si¢ obraz prazkéw interferencyjnych; pochylajac plytke interferencyjng doprowadzié do
takiego jej polozenia wzgledem powierzchni sprawdzanej, w ktérym obserwuje si¢ najmniejsza
liczbg prazkow,

2) wyzmaczy¢ odchylenie prazkéw interferencyjnych od prostoliniowosci m, przyjmujac za
Jjednostke tego odchylenia odleglo$¢ miedzy sasiednimi prazkami, w przypadku gdy prazki
tworza linie otwarte; jezeli prazki interferencyjne tworza linie zamknigte, m réwna sie liczbie
zaobserwowanych prazkow,

3) obliczy¢ odchylenie od plaskoici p wedtug wzoru:

_, A
p=m-=> .

gdzie A jest dlugoscia fali $wiatla stosowanego do uzyskania interferenciji; przy obserwacji
w swietle dziennym przyjmuje si¢ 4 = 0,6 um,

4) okreslic kierunek odchylenia od plaskoéci powierzchni sprawdzanej (wklestosé ,~> lub
wypuklosé ,,+”), przy czym dla prazkéw interferencyjnych tworzacych linie:

a) otwarte —powierzchnia jest wypukla, gdy prazki sa wygigte w kierunku od miejsca
zetknigcia obu powierzchni, a wklgsta, gdy prazki s wygiete do miejsca zetknigcia,

b) zamknigte — powierzchnia jest wypukta, gdy po lekkim naci$nigciu piytki prazki rozchodza
si¢ od §rodka, a wklgsta, gdy prazki zbiegaja si¢ do srodka.

Zmiang réwnoleglosci powierzchni pomiarowej nasadki ptaskiej wzgledem powierzchni pomiarowe;j

stolika, przy przesuwaniu glowicy pomiarowej diugosciomierza, nalezy sprawdzié za pomoca

plaskoréwnoleglej plytki interferencyjnej i ptytek wzorcowych w nastepujacy sposéb:

1) przywrze¢ plytke wzorcowa o dhugosci nominalnej, np. 3 mm, do powierzchni pomiarowej
stolika,

2) przywrzec plytke interferencyjng do gérnej powierzchni pomiarowej plytki wzorcowej,

3) doprowadzi¢ do zetknigcia powierzchni pomiarowej nasadki z powierzchnia plytki
interferencyjne;j,

4) ustawi, za pomoca $rub nastawczych stolika, powierzchnig pomiarowa plytki interferencyjnej
wzgledem powierzchni pomiarowej nasadki, tak aby na powierzchni plytki interferencyjnej
byly widoczne jeden lub dwa prazki interferencyjne,

5) przesunaé glowicg w géme potozenie i w miejsce plytki wzorcowej o dlugosci nominalnej
3 mm przywrze¢ do powierzchni stolika plytke wzorcowa o dtugosci nominalnej 100 mm,

6) przywrzeé plaskoréwnolegly plytke interferencyjna do gome_] powierzchni pomiarowej plytki
WZOrcowej,

7) doprowadzi¢ do zetknigcia pow:erzchm pomiarowej nasadki z powierzchnia pomiarows phytki
interferencyjnej, tak aby ukazaly sig prazki interferencyjne,

8 odczytac liczb¢ prazkéw interferencyjnych i obliczyé zmiang réwnoleglosci » pow1erzchn1
pomiarowej nasadki plaskiej wzglgdem powierzchni pomiarowej stolika wedtug wzoru:
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§ 9.1

§10.

§11.1.

§12.1.

r=t-n) %,
gdzie:
n, — liczba prazkéw interferencyjnych w dolnym polozeniu glowicy,
n, — liczba prazkéw interferencyjnych w gornym polozeniu glowicy,
A — dlugosé fali $wiatla bialego; przyjmuje si¢ A= 0,6 pm.
Zgodnos¢ dziatki elementarnej podziatki mikrometrycznej uktadu projekcyjnego z wartoscia
dziesigciu dzialek elementarnych wskaznika wychylowego nalezy sprawdzi¢ w nastgpujacy sposdb:

1) doprowadzi¢ do zetknigcia powierzchni pomiarowej kulistej nasadki z powierzchnia pomia-
rowg stolika,

2) ustawi¢ wskazanie diugosciomierza, tak aby odpowiadato catkowitej liczbie dziatek elemen-
tarnych na podziatce mikrometrycznej,

3) ustawié¢ wskazanie zerowe na wskazniku wychylowym,

4) podnies¢ nasadke pomiarows, tak aby spowodowaé zmiang wskazania na podzialce
mikrometrycznej ¢ jedng dzialke i sprawdzié wskazanie wskaznika wychylowego.,

. Zgodnos¢ dziatek nalezy sprawdzi¢ w kierunku wskazad wzrastajacych i malejacych.

Nacisk pomiarowy nalezy okresli¢ w polowie zakresu pomiarowego dhugosciomierza za pomoca
sitomierza, miérzac sit¢ potrzebng do przemieszczenia trzpienia pomiarowego dhugosciomierza.

Wyznaczanie charakterystyk metrologicznych

Bledy wskazai dlugosciomierza nalezy wyznaczy¢ za pomoca plytek wzorcowych kontrolnych

W nastepujacy sposob:

1)  przygotowaé plytki wzorcowe o dlugosciach nominalnych tak stopniowanych, aby umozliwialy
wyznaczenie bledow wskazan w calym zakresie pomiarowym dlugosciomierza, np. 1 mm,
2 mm, 50 mm i 100 mm,

2) zalozy¢ na trzpien dhugosciomierza nasadke z powierzchnia pomiarows kulista,

3) ustawié wskazanie zerowe diugosciomierza za pomocq jednej z ptytek wzorcowych, np.
0 diugosci nominalnej 1 mm,

4) odczytaé wskazania diugosciomierza odpowiednio dia pozostalych plytek, sprawdzajac przed
kazdym odczytem wskazanie zerowe, ‘

5) obliczy¢ bledy wskazan e, dlugosciomierza w sprawdzanym punkcie zakresu pomiarowego
wedlug wzoru:

e=a—-(-1) ,
gdzie:
@; — wskazanie dlugo$ciomierza,
ly — dlugoét plytki wzorcowej uzytej do ustawienia wskazania zerowego dhugoscio-

mierza,

l; — diugos¢ plytki wzorcowej uzytej do wyznaczenia blgdu wskazania w sprawdzanym
punkcie zakresu pomiarowego dhugosciomierza.

- Przy wyznaczaniu bledéw wskazai dlugoéciomierza plytki wzorcowe powinny byé przywarte do

powierzchni pomiarowej stolika, tak aby pomiary byly wykonywane w srodku geometrycznym
powierzchni plytek wzorcowych.

Rozrzut wskazari diugosciomierza nalezy wyznaczy¢ za pomocs plytki wzorcowej o diugoéci nomi-
nalnej, np. 10 mm, w nastepujacy sposéb:

1)  przywrzec plytke wzorcows do powierzchni pomiarowej stolika dfugosciomierza,
2) odczytaé dziesigé wskazan, kazdorazowo podnoszag i opuszczajac trzpiefi pomiarowy,
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3) obliczy¢ odchylenie $rednie kwadratowe s wedlug wzoru:

/imraz
5=, =L
n—1 ?

a;, — i-te wskazanie dlugo§ciomierza,

gdzie:
I
a@ — srednia arytmetyczna wskazan dtugosciomierza,
n — liczba wskazan.

2. Odchylenie srednie kwadratowe nalezy wyznaczyé w co najmnicj trzech punktach zakresu
pomiarowego: na poczatku, w srodku i na konicu. '

3. Rozrzutem wskazan dlugosciomierza jest najwieksza z otrzymanych warto§ci odchylen $rednich
kwadratowych.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania

§13. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze dhigosciomierz odpowiada wymaganiom przepiséw
o diugosciomierzach, to wydaje sig §wiadectwo uwierzytelnienia.

130

ZARZADZENIE NR 122
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

Z dnia 27 czerwcea 1996 r.

W sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania dlugoSciomierzy poziomych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza si¢ instrukcje sprawdzania dtugosciomierzy poziomych, zwanych dalej ,,dugoscio-
mierzami”, stanowiacg zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnodci wiasciwosci diugoéciomierzy
poziomych z wymaganiami przepiséw metrologicznych o dlugosciomierzach, wprowadzonych
zarzadzeniem nr 120 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 27 czerwea 1996 r. {Dz. Urz. Miar
i Probiernictwa Nr 21, poz. 128), zwanych dalej ,,przepisami o dlugosciomierzach”.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Giownego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziviski
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§ L

§ 2.1.

§ 3.

§ 4.

Zalgcznik do zarzadzenia nr 122
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 27 czerwca 1996 r. (poz. 130)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA DLUGOSCIOMIERZY POZIOMYCH

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

Do sprawdzania dfugosciomierzy potrzebne sa;

1)
2
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9
10)
11)

liniat krawgdziowy 315 mm klasy dokfadnosci 0,

ptytki wzorcowe kontrolne,

poréwnawcze wzorce chropowatosci,

mikrointerferometr,

mikroskop pomiarowy warsztatowy,

plaska plytka interferencyjna klasy doktadnosci I,

czujnik zegarowy z dziatka elementarna o warto$ci 1 pm lub 2 pm,
sitomierz o zakresie pomiarowym 2,5 N, z dziatka elementarna o wartosci 0,1 N,
podstawka do czujnika,

pierscienie kontrolne,

lupa o powigkszeniu co najmniej osmiokrotnym.

Warunki sprawdzania

Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosié (20 + 2) °C.

. Zmiana temperatury w czasie 1 godziny nie powinna przekraczaé 0,5 °C.

. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé 80 %.

Dlugosciomierz i uzyte do jego sprawdzania wzorce powinny si¢ znajdowa¢ w warunkach
okreslonych w ust. 1 - 3 przez co najmniej 12 godzin przed sprawdzaniem w celu ustabilizowania
si¢ ich temperatury.

Przebieg sprawdzania

Sprawdzanie dlugosciomierza obejmuje:

1)
2
3)

ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie konstrukeji i wykonania,
wyznaczenie charakterystyk metrologicznych,

Ogledziny zewnetrzne

Podczas ogledzin zewngtrznych nalezy sprawdzig, czy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

oznaczenia na dhigosciomierzu wykonane sa zgodnie z wymaganiami § 14 przepiséw
o dlugosciomierzach,

czesci ruchome przesuwajg si¢ w sposéb plynny, bez zacieé i zahamowar,

urzadzenia zaciskowe dzialaja poprawnie,

elementy dlugo$ciomierza nie wykazujg wlasciwosci magnetycznych; elementy wykazujace
takie wlasciwosci nalezy odmagnesowas,

na powierzchniach diugosciomierza, powierzchniach pomiarowych stolika i nasadek wymien-
nych oraz szczgk pomiarowych nie wystepuja uszkodzenia i slady korozji,

pole widzenia mikroskopu odczytowego jest o§wietlone réwnomiernie w calym zakresie
obserwacji,
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§ 5.

§ 6.

§ 7.1.

§ 8.1.

§ 9.1.

7) w elementach optycznych i oswietleniowych nie wystepuja defekty utrudniajace obserwacije,

8) kreski i ocyfrowanie podziatki oraz tuki spirali s3 wyraznie widoczne w dowolnym punkcie
zakresu pomiarowego. ,

Sprawdzanie konstrukcji i wykonania

Nalezy sprawdzi¢, czy konstrukcja i WYkonah'ie dugosciomierza odpowiadaja wymaganiom § 2 i 12
przepiséw o dlugosciomierzach.

Chropowatoéé powierzchni pomiarowych' stolika pochylnego oraz stolika e]ektrokontaktowego
nalezy sprawdzi¢ przez poréwnanie z porOwhawczymi wzorcami chropowatosm postugujac si¢ przy
tym lupa o powig¢kszeniu co najmniej osmiokrotnym.,

Chropowato$¢ powierzchni pomiarowych nasadek wymiennych nalezy sprawdztc Za pomoca
mikrointerferometru.

. Przy okreslaniu chropowatosci prazki interferencyjne powinny byé ustawione prostopadle do $ladéw

obrébki powierzchni sprawdzanej. Warto$¢ liczbows, parametru R nalezy wyznaczyé wedhug
WZOoru:

_ A
R .=m 5
gdzie:

m — na_]WIkaze odchyleme prazka od prostoliniowosci, w granicach odcinka elementarnego,
przy przyjeciu jako jednostki odchylenia odleglosci miedzy sasiednimi prazkami
interferencyjnymi,

A — dlugosé fali zastosowanego $wiatta.

Przyjmuje si¢, ze warto$¢ parametru R odpowiada wartosci parametru R,.

Odchylenie od prostoliniowoéci powierzchni roboczej loza diugosciomicrza nalezy sprawdzié za

pomocg liniahi krawgdziowego i plytek wzorcowych W nastgpujacy sposob:

I) ustawi¢ na powierzchni roboczej toza dwie plytki wzorcowe o jednakowych dhugosciach
nominalnych; odleglos¢ pomigdzy ptytkami powinna wynosié okolo 300 mm,

2) potozy¢ linial krawedziowy na ustawionych plytkach wzorcowych,

3) umiesci¢ na powierzchni roboczej toza, migdzy plytkami wzorcowymi, na ktérych opiera sie
linial, trzecia ptytke wzorcowa o tak dobranej dlugosci nominalnej, aby migdzy powierzchnia
pomiarowg tej ptytki a krawedzia liniatu nie wystepowala szczelina $wietlna.

. Odchyleniem od prostoliniowosci powierzchni roboczej foza jest réinica migdzy dhugoscia plytki

dobranej i dlugoscia plytek skrajnych.

Odchylenie od prostoliniowoci przesuwu trzpienia pomiarowego glowicy w plaszezyznie poziome;j
naleZy sprawdzi¢ za pomoca czujnika zegarowego w nastepujacy sposéb:

1) ustawi¢ uchwyt czu]mka obok loza dlugosciomierza i zamocowaé w nim CZ’Ilel]k ZegArowy
wtaki sposéb, aby jego of byla rownolegia do powierzchni roboczej loza i prostopadta do
irzpienia przesuwnego glowicy pomiarowej dlugosciomierza,

2) doprowadzié do zetknigcia koficowke pomiarowa czujnika z tworzaca powierzchni walcowej
trzpienia przesuwnego,

3) przesuwaé wolno trzpieh glowicy w calym zakresie pomiarowym i obserwowaé wskazanie
czujnika zegarowego,

4) wyznaczyé odchyleme od prostoliniowosci przesuwu trzpienia pomiarowego glowicy
w plaszczyZnie poziomej jako najwieksz réznice wskazan czujnika.

. Odchylenie od prostoliniowosci przesuwu trzpienia pomiarowego glowicy w plaszczyZznie pionowej

nalezy sprawdzi¢ w sposdb opisany w ust. | pkt 2 — 4, po ustawieniu czujnika zegarowego tak, aby
jego of byla prostopadta do powierzchni roboczej toza.
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3.

§10.

§11.

§12.

§13.

§14.1.

Odchyleniem od prostoliniowosci przesuwu trzpienia pomiarowego glowicy jest wieksza wartodé
z otrzymanych odchylen w plaszezyZnie poziomej i pionowe;.

Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowych stolika pochylnego i stolika elektro-
kontaktowego nalezy sprawdzi¢ za pomoca liniatu krawedziowego i ptytek wzorcowych w sposéb
opisany w § 8. Sprawdzenia nalezy dokona¢ co najmniej w dwéch prostopadlych do siebie
kierunkach.

Odchylenie od plaskosci powierzchni nasadek pomiarowych plaskich nalezy sprawdzi¢ za pomocag

plaskiej plytki interferencyjnej w nastepujacy sposob:

1) przylozy¢ plaska plytke interferencyjng do badanej powierzchni i docisnaé ja lekko, tak aby
ukazal si¢ obraz prazkéw interferencyjnych; pochylajac plytke interferencyjna doprowadzi¢ do
takiego jej polozenia wzgledem powierzchni sprawdzanej, w ktérym obserwuje si¢ najmniejsza
liczbe prazkéw,

2) wyznaczyé odchylenie prazkéw interferencyjnych od prostoliniowosci m, Przyjmujac za
Jednostke tego odchylenia odleglosé miedzy sasiednimi prazkami, w przypadku gdy prazki
tworza linie otwarte; jezeli prazki interferencyjne tworza linie zamknigte, m réwna sig liczbie
zacbserwowanych prazkdw,

3) obliczy¢ odchylenie od ptaskosci p wedtug wzoru:

gdzie 4 jest dtugoscia fali $wiatta stosowanego do uzyskania interferencji; przy obserwacji
w Swietle dziennym przyjmuje sie 4 = 0,6 um,
4) okresli¢ kierunek odchylenia od ptaskoéci powierzchni sprawdzanej (wklestosé ,— lub
wypuklos¢ ,,+), przy czym dla prazkéw interferencyjnych tworzacych linie:
a) otwarte — powierzchnia jest wypukla, gdy prazki sa wygigte w kierunku od miejsca
zetknigeia obu powierzchni, a wklesta, gdy prazki sa wygiete do miejsca zetknigcia,
b) zamknigte — powierzchnia jest wypukta, gdy po lekkim naci¢nieciu plytki prazki rozchodza,
si¢ od $rodka, a wklgsta, gdy prazki zbiegaja si¢ do srodka.
Odchylenie kata wierzchotkowego stozka kiéw od 60° oraz odchylenie tworzacej stozka kla od

prostoliniowodci nalezy sprawdzi¢ za pomoca mikroskopu pomiarowego warsztatowego przy
zastosowaniu okularowe;j glowicy goniometrycznej. :

Nacisk pomiarowy dtugosciomierza nalezy okresli¢ w potowie jego zakresu pomiarowego za pomo-
cq sitomierza, mierzac sil¢ potrzebna do przemieszczenia trzpienia pomiarowego dlugo$ciomierza.

Wyznaczanie charakterystyk metrologicznych

Bledy wskazati dlugosciomierza nalezy okreslié dla pomiaréw zewngtrznych i pomiaréw
wewnetrznych przy zastosowaniu szczek pomiarowych.

. Bledy wskazan dlugosciomierza przy pomiarach zewngtrznych nalezy wyznaczy¢ za pomoca pytek

wzorcowych kontroinych w nastepujacy sposéb:

1)  przygotowa¢ plytki wzorcowe o dlugosciach nominalnych tak stopniowanych, aby umozliwialy
wyznaczenie bledéw wskazah w catym zakresie pomiarowym diugo$ciomierza, np. 10 mm,
50 mm, 75 mm i 100 mm,

2) zalozy¢ na trzpienie dfugosciomierza nasadki z kulistymi powierzchniami pomiarowymi,

3) ustawi¢ wskazanie zerowe dlugosciomierza — po doprowadzeniu do zetkniecia powierzchni
pomiarowych obu nasadek,

4) zamocowa¢ na stoliku ptytk¢ wzorcows o dugosci nominalnej 10 mm i ustawié stolik w takim
polozeniu, aby powierzchnie pomiarowe nasadek stykaly sie z powierzchniami pomiarowymi
plytki wzorcowej w ich $rodkach geometrycznych; osie nasadek powinny by¢ prostopadie do
powierzchni pomiarowych plytki wzorcowej,

3) odczytaé wskazania diugoéciomierza odpowiednio dla wszystkich phytek,
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3.

§15.1.

§16.

6) obliczyé bledy wskazan e, dlugo$ciomierza™w sprawdzanym punkcie zakresu; \pemﬁfo‘wego

wedlug wzoru: o
e,=a,—1 ,
gdzie:
a, — wskazanie dlugosciomierza,
I, — dhugos¢ plytki wzorcowe] zastosowanej do wyznaczenia bledu wskazania w spraw-

dzanym punkcie zakresu pomiarowego dlugosciomierza.

Bledy wskazan dlugosciomierza przy pomiarach wewnetrznych nalezy sprawdzi¢ za pomoca

pierscieni kontrolnych w nastepujacy sposdb:

1) przygotowal pierscienic kontrolne o $rednicach tak stopniowanych, aby umozliwialy
wyznaczenie bledow wskazai co najmniej w dwdch réznych punktach zakresu pomiarowego,
np. 14 mm i 50 mm,

2) zamocowa¢ na trzpieniu statym i przesuwnym diugosciomierza szczgki pomiarowe,

3) zamocowa¢ na stoliku dlugodciomierza pierscien kontrolny i ustawi¢ stolik w takim potozeniu,
aby przy zetknigtych powierzchniach pomiarowych obu szczek z powierzchnia pomiarowa
pierScienia uzyskac najwigksze wskazania dhugo$ciomierza,

4)  odczyta¢ wskazanie dlugosciomierza odpowiednio dla pozostatych pierscieni kontrolnych,

5) obliczy¢ bledy wskazan diugosciomierza w sposob podany w ust. 2 pkt 6,

6) bledy wskazan diugosciomierza przy pomiarach wewngtrznych moima réwniez okre§li¢ za
pomoca plytek wzorcowych umieszczonych w uchwytach, z zastosowaniem wkiadek ptaskich.

Rozrzut wskazan dlugosciomierza nalezy wyznaczy¢ za pomoca plytek wzorcowych dla co najmnie;j

dwdch punktow zakresu pomiarowego dlugodciomierza w nastepujacy sposéb:

1)  zamocowaé na stoliku plytke wzorcowa i ustawic stolik w sposob opisany w § 14 ust. 2 pkt 4,

2) odczytat dziesig¢ wskazan, kazdorazowo odsuwajac i doprowadzajac do zetkniecia
powierzchni pomiarowych nasadek z powierzchniami pomiarowymi ptytki wzorcowe;j,

3) obliczy¢ odchylenie srednie kwadratowe s wedlug wzoru:

gdzie:
a, — i-te wskazanie dlugosciomierza,

a - $rednia arytmetyczna wskazan dhugosciomierza,
n — liczba wskazan.

. Rozrzutem wskazafi dlugosciomierza jest najwigksza z otrzymanych wartosci odchylen $rednich

kwadratowych.

Bledy wskazan mikroskopu odczytowego nalezy sprawdzié za pomoca plytek wzorcowych
kontrolnych w nast¢pujacy sposéb:

1) przygotowac stosy plytek wzorcowych o dhugosciach nominalnych, np. 2,22 mm, 2,44 mm,
2,66 mm i 2,88 mm,

2) zamocowacl na trzpieniach sta%ym i przesuwnym dlugosciomierza nasadki kuliste,

3) ustawié wskazanie zerowe dlugosciomierza — po zetknigciu ze soba powierzchni pomiarowych
nasadek,

4) odczyta¢ wskazania mikroskopu, mierzac d{ugqéé przygotowanych stosow plytek wzorcowych
wzgledem tej samej kreski wzorca milimetrowego,
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5) obliczy¢ bledy wskazan mikroskopu e,; wedtug wzoru:

e =0a,-1 ,
gdzie:
a,, — wskazanie mikroskopu odczytowego,

I, - dhgosé stosu plytek wzorcowych, zastosowanego do wyznaczania bledu wskazania
w sprawdzanym punkcie zakresu pomiarowego mikroskopu.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania

§17. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze dtugosciomierz odpowiada wymaganiom przepisow
o diugosciomierzach, to wydaje si¢ §wiadectwo uwierzytelnienia.

131

ZARZADZENIE NR 123
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

Z dnia 27 czerwea 1996 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o projektorach pomiarowych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o projektorach pomiarowych, zwanych dalej ,,projektorami”,
stanowigce zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé projektory pomiarowe

podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wiasciwego ich stosowania oraz okresy wasnosci
dowodow kontroli metrologicznej.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Giéwnego Urzgdu Miar

Krzysztof Mordziniski

Zalgeznik do zarzgdzenia nr 123
Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar
z dnia 27 czerwea 1996 r. (poz. 131)

PRZEPISY METROLOGICZNE O PROJEKTORACH POMIAROWYCH

Material, konstrukcja i wykonanie

§ 1.1. Material i sposéb wykonania projektora powinny zapewnia¢ jego czesciom odpowiednig sztywnosé,
trwalos¢ i odpornosé na korozje.
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2.
3.

§ 2.

§ 3.1

§ 4.

§ 5.

§ 6.1,

§ 7.1.

§ 8.1.

Czesci ruchome powinny przesuwac sig ptynnie, bez luzow i zacige.

Zaciski powinny unieruchamia¢ czgsci ruchome projektora w dowolnym miejscu ich przesuwu lub
obrotu.

Podstawowe elementy projektora to:

1) korpus,

2) stol pomiarowy, _

3) stét pomiarowy obrotowy,

4) ekran,

5) obicktywy wymienne.

Ekran projektora powinien by¢ oswietlony réwnomiernie na calej powierzchni.

. W czegéciach optycznych nie powinny wystgpowaé defekty utrudniajace obserwacje.

. Kreski podziatek, wskazy, oznaczenia liczbowe i inne symbole powinny by¢ wyraznie widoczne.

Projektor namagnesowany nalezy odmagnesowaé.

Oznaczenia

Na projektorze powinny by¢ naniesione trwale oznaczenia:
1) numer identyfikacyjny, '
2) nazwa lub znak wytworcy.

Charakterystyki metrologiczne

Odchylenie od plaskosci powierzchni ekranu projektora nie powinno przekraczaé¢ 0,05 mm na
dhugoéci 100 mm.

. Jakos¢ obrazm.na ekranie powinna by¢ taka, aby kreski plytek testowych byly widoczne ostro

i rozdzielnie; parametry ptytek testowych podano w tablicy:

Nr plytki Minimalna liczba kresek na 1 mm Powigkszenie
1 100 10x
2 150 ' 20x
3 250 50x%
4 360 100=
5 500 200x

. Bledy powigkszenia projektora nie powinny przekracza¢ 0,1 % wartosci dlugo$ci mierzonej.

Odchylenie od p%askoéci powierzchni szyby stolu pomiarowego nie powinno przekraczaé
0,006 mm.

. Powierzchnia szyby powinna znajdowad si¢ powyzej géme] powierzchni metalowej stotu

pomiarowego.

. Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni gémej stotu pomiarowego wzgledem kierunku przesuwu

wzdluinego i poprzecznego nie powinno przekraczaé¢ 0,03 mm na dhugosci 100 mm.

. Odchylenie od prostoliniowoséci przesuwu wzd}uznego i poprzecznego nie powinno przekraczad

0,003 mm.

. Odchylenie od prostopadlosci kierunku przesuwu poprzecznego wzgledem kierunku przesuwu

wzdluznego nie powinno przekraczaé¢ 0,01 mm na dlugosci 50 mm.

Bicie powierzchni szyby stolu pomiarowego obfotdwegd mierzone w odlegloéci 70 mm od osi
obrotu nie powinno przekraczaé 0,02 mm. '
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§ 9.1.

§10.1.

§11.1.

§12.1.

W

. Zmiana poloZenia osi obrotu nie powinna przekracza¢ 0,01 mm (bicie 0,02 mm).

W projektorach, w ktorych ruchoma cze$¢ stolu pomiarowego dociskana jest do trzpienia $ruby
mikrometrycznej stolu sprezynami, nacisk wstepny powinien wynosié (15 + S} N.

Nacisk maksymailny powinien wynosic:

1) dla zakresu pomiarowegodo 75 mm — (25 10) N,

2) dla zakresu pomiarowego do 150 mm - (70+ 10) N.

Bledy wskazan projektora przy pomiarze dlugoéci nie powinny przekraczaé bledéw granicznych
dopuszczalnych podanych w tablicy:

Dlugosé mierzona Biledy graniczne dopuszczalne w pm
mm projektora nowego i po remoncie projektora w uzytkowaniu
do 25 ' +3 +5
powyzej 25 do 50 5 +8
powyzej 50 do 75 +5 +9
powyzsj 75 do 100 +6 =10
powyzej 100 do 125 +7 +11
powyzej 125 do 150 +8 +12

. Histereza pomiarowa nie powinna przekracza¢ 0,003 mm.

Bledy wskazan stolu pomiarowego obrotowego przy pomiarze katéw nie powinny przekraczaé
wartosci dziatki elementarnej noniusza.

. Ostatnia kreska podzialki noniusza powinna pokrywaé si¢ z odpowiednia kreska podziatki katowej

przy nastawieniu wskazania na 0°, 90°, 180° 270° w granicach szeroko$ci kreski podziatki
noniusza,

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej projektorow zgloszonych do uwierzytelnienia na wniosek
zainteresowanego jest Swiadectwo uwierzytelnienia.

Termin, do ktérego projektory moga by¢ wprowadzane do obrotu lub uzytkowania, okreslony jest
w decyzji o zatwierdzeniu typu.
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ZARZADZENIE NR 124
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 27 czerwca 1996 r.

sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania projektoréw pomiarowych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1.

Wprowadza si¢ instrukcj¢ sprawdzania projektorow pomiarowych, zwanych dalej ,,projektorami”,
stanowigcg zalacznik do ninigjszego zarzgdzenia.



poz. 132 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA -Nr 21/96 696

§ 2. Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wilasciwosci projektoréw
pomiarowych z wymaganiami przepisow metrologicznych o projektorach pomiarowych,
wprowadzonych zarzadzeniem nr 123 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 27 czerwca 1996 r.
(Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 21, poz. 131), zwanych dalej ,,przepisami o projektorach”.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziviski

Zalgemik do zarzgdzenia nr 124
Prezesa Glownego Urzgdu Miar
Z dnia 27 czerwcea 1996 r. (poz. 132)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA PROJEKTOROW POMIAROWYCH

Przyrzady pomiarowe i urzagdzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania
§ 1. Do sprawdzania projektoréw potrzebne sa:
1) linial krawegdziowy,
2) plytki wzorcowe ze stopniowaniem co 1 um,
3) szczelinomierz,
4) plytki testowe,
5) katownik krawedziowy petny,
6) czujnik zegarowy z dziatkq elementarng o wartosci 1 um lub 2 pm,

7) sitomierz o zakresie pomiarowym do 100N, z dzialka elementarna o wartosci nie przekra-
czajacej 1 N,

8) wzorzec kreskowy,

9) przymiar kreskowy-z dziatka elementarng o warto$ci 0,5 mm i zakresic pomiarowym nie mniej-
szym od srednicy ekranu sprawdzanego projektora,

10) plytld katowe,
11) uchwyt specjalny przegubowy do mocowania czujnika,
12) plytka szklana z krzyzem kreskowym.

Warunki sprawdzanria

§ 2.1. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosié (20 £ 2) °C.

2. Projektory i przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzamia powinny znajdowaé sie w ‘tym
pomieszczeniu przez co najmniej 12 godzin przed rozpoczeciem sprawdzania,

3. Projektor i przyrzady pomiarowe powinny by¢ starannie oczyszczone ze $rodka konserwujacego.

Przebieg sprawdzania
§ 3. Sprawdzanie projektoréw obejmuje:
1) ogledziny zewnegtrzne,
2) sprawdzanie charakterystyk metrologicznych.
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Ogledziny zewnetrzne
§ 4. Podczas ogledzin zewngtrznych nalezy sprawdzié:

1) czy pod wzgledem materiatu, konstrukeji i wykonania projektor odpowiada wymaganiom
przepiséw o projektorach,

2) poprawnosé oznaczer.

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych
§ 5.1. Odchylenie od plaskosci powierzchni ekranu nalezy wyznaczyé za pomocy liniatu krawgdziowego |

i szezelinomierza w sposéb nastepujacy:

1) przylozy¢ liniat krawedziowy do sprawdzanej powierzchni, dobraé plytke szczelinomierza
o takiej najmniejszej grubosci, aby nie wchodzita w najwigksza szczeling migdzy powierzchnia
ekranu a krawedzig liniatu,

2) czynnosci wymienione w pkt | nalezy wykonaé w trzech réwnomiemie rozmieszczonych
kierunkach.

2. Jako odchylenie od plaskoéci powierzchni ekranu nalezy przyjaé najwigksza zmierzong szczeling.
§ 6.1. Jako$¢ obrazu widocznego na ckranie projektora nalezy sprawdzié w sposdb nastepujacy:
1)  umiesci¢ na stole pomiarowym plytke testowa odpowiednia dla danego powigkszenia,
2) uzyskaé na ekranie obraz kresek plytki testowej.
2. Kreski powinny byé widoczne na ekranie ostro i rozdzielnie.
§ 7.1. Bledy powigkszenia projektora nalezy wyznaczy¢ w sposob nastepujacy:

1)  umiesci¢ wzorzec kreskowy na stole pomiarowym i uzyskaé ostry obraz kresek wzorca na
ekranie projektora,

2) zmierzy¢ odlegtoéci migdzy kreskami obrazu wzorca na ekranie za pomoca przymiaru
kreskowego,

3)  obliczy¢ blad powigkszenia e projektora wedlug wzoru:

e= =% 100%,
gdzie:
4 - odlegloé¢ migdzy kreskami obrazu wzorca na ekranie,
a — odleglos¢ migdzy kreskami wzorca kreskowego pomnozona przez wartos¢
powigkszenia, ‘
2. Pomiar nalezy wykonaé w trzech réwnomiernie rozmieszczonych kierunkach dla wszystkich
powigkszen projektora.
3. Jako blad powigkszenia projektora nalezy przyjaé najwigksza wartos¢ uzyskana z pomiaréw.
§ 8.1. Odchylenie od ptaskosci powierzchni szyby stolu pomiarowego nalezy wyznaczy¢ za pomoca liniatu
krawgdziowego i plytek wzorcowych w spos6b nastepujacy:

1)  umiesci¢ dwie plytki wzorcowe o diugosci réwnej 1 mm kazda na powierzchni sprawdzane;j
w poblizu przeciwlegtych obrzezy,

2) umiesci¢ liniat krawedziowy na powierzchni plytek wzorcowych,

3) dobra¢ piytke¢ wzorcowa o takiej dhgosci, aby po wsunigciu jej miedzy powierzchnie
sprawdzang i krawedZ linialu nie bylo szczeliny migdzy powierzchnia plytki i krawedzia
liniatu.

2. Czynnos$ci wymienione w ust. 1 nalezy wykona¢ w trzech réwnomiernie rozmieszczonych
kierunkach. ‘
3. Jako odchylenie od plaskosci powierzchni szyby stolu pomiarowego nalezy przyjaé réznice migdzy

wartoscia dlugosci ptytki dobranej i ptytek skrajnych.
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§ 9.1. Odchylenie od réwnoleglosci powierzchni gérnej stolu pomiarowego wzgledem kierunku przesawu
' wzdluznego i poprzecznego nalezy wyznaczyé za pomoca czujnika w sposob nastepujacy:

1) zamocowa¢ czujnik w uchwycie przegubowym przymocowanym do zespolu ekranu, np.
w gniezdzie obiektywu tak, aby kierunek osi trzpienia czujnika byt prostopadty do gémej
powierzchni stolu pomiarowego, : :

2)  doprowadzic koficéwkg czujnika do zetknigcia z powierzchnig stolu pomiarowego projektora,

3) przemieszczaé stét pomiarowy w catym zakresie przesuwu wzdhiznego, a nastepnie
poprzecznego, jednoczesdnie obserwujac wskazania czujnika.

2. Jako odchylenie od réwnolegloéci powierzchni gomej stolu pomiarowego wzgledem kierunkéw
przesuwow nalezy przyja¢ najwigksza roznice wskazan czujnika.

§10.1. Odchylenie od prostoliniowosci przesuwdw poprzecznego i wzdluinego nalezy wyznaczy¢ za po-
mocq liniatn krawedziowego w sposéb nastepujacy:
1) umiesci¢ liniat krawedziowy na stole pomiarowym i uzyska¢ ostry obraz jego krawedzi na
ekranie,
2)  ustawic liniat w takim polozeniu, aby jego krawedz byta zgodna z kierunkiem przesuwu,

3) doprowadzi¢ do pokrycia si¢ obrazu krawedzi linialu ze $rodkiem krzyza widocznego na
ekranie,

4) przemieszczaé powoli st6t pomiarowy w calym zakresie przesuwu, obserwujac jednoczeénie na
ekranie ewentualne odchylenia obrazu krawedzi liniahu od srodka krzyza.

2. Jako odchylenie od prostoliniowosci przesuwu nalezy przyjaé najwicksze odchylenie, ktére nalezy
zmierzy¢ za pomocg uktadu pomiarowego projektora.

§11.1. Odchylenie od prostopadtosci kierunku przesuwu poprzecznego wzgledem wzdtuznego nalezy
p 2
wyznaczy¢ za pomocs katownika krawedziowego petnego w sposéb nastepujacy:

1) ustawi¢ katownik krawedziowy pelny na stole pomiarowym tak, aby jego duzsza krawedz byla
rownolegla do kierunku przesuwu wzdhuznego, a obraz krawedzi na ekranie byl ostro
widoczny,

2) wprowadzi¢ druga krawedZ katownika w pole widzenia projektora tak, aby §rodek krzyza
widocznego na ekranie byl styczny do obrazu krawedzi,

3) przemieéci¢ stét pomiarowy w kierunku przesuwu poprzecznego o 50 mm,

4)  zmierzyé za pomoca ukladu pomiarowego stolu wartosé odchylenia obrazu krawedzi liniatu
od srodka krzyza.

2. Jako odchylenie od prostopadtosci kierunku przesuwu poprzecznego wzgledem kierunku przesuwu
wzdluznego nalezy przyja¢ warto$é zmierzonego odchylenia.
§12.1. Bicie powierzchni szyby stolu pomiarowego obrotowego nalezy wyznaczy¢ w sposob nastgpujacy:
1) wykonaé czynnosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 112,

2) przemiesci¢ st6l pomiarowy obrotowy tak, aby koficéwka czujnika dotykata powierzchni stolu
w odlegloei 70 mm od osi obrotu,

3)  obracac powoli sté pomiarowy obrotowy o 360°, jednoczeénie obserwujac wskazania czujnika.
2. Jako bicie nalezy przyja¢ najwigksza zmiane wskazania czujnika.
§13.1. Zmiang potozenia osi obrotu stolu pomiarowego nalezy wyznaczy¢ w sposob nastepujacy:

1) umiesci¢ plytke z krzyzem kreskowym na stole pomiarowym tak, aby $rodek krzyza znajdowat
sig w poblizu osi obrotu stoh,

2) przemiescié stét pomiarowy tak, aby nastapito pokrycie sie $rodka obrazu krzyza plytki
ze srodkiem krzyza naniesionego na ekranie,

3) odczyta¢ wskazanie przesuwu wzdluznego (4) i wskazanie przesuwu poprzecznego (B)
projektora,

4) obracaé st6t pomiarowy, jednoczesnic obserwujac zmiane potozenia $rodka obrazu krzyza; gdy
Srodek obrazu krzyza pokryje sie z poziomg linig krzyza na ekranie, przemiesicié st6t
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§14.
§15.1.

§16.1.

§17.1.

pomiarowy za pomoca przesuwu wzdluzinego tak, aby Srodek obrazu krzyza pokrywat si¢
ze Srodkiem krzyza na ekranie,

5) odczyta¢ wskazanie 4, przesuwu wzdhiznego projektora,

6) ponownie za pomoca przesuwu poprzecznego ustawié wskazanie A4,

7) obracac st6t pomiarowy do momentu, gdy $rodek krzyza pokryje si¢ z pionowa linig krzyza na
ekranie,

8) przemiesci¢ sté} pomiarowy za pomoca przesuwu poprzecznego tak, aby $rodek obrazu krzyza
pokrywat si¢ ze srodkiem krzyza na ekranie,

9) odczytaé wskazanie B, przesuwu poprzecznego projektora,
10) obliczy¢ wartoéci x i y wedhug wzoréw:

Jc._A+AJt
..—-—2 .
B+B,
y= 2 ]

11) ustawi¢ na glowicy przesuwu wzdhuznego warto$é x i na glowicy przesuwu poprzecznego
wartosc y,

12} przesunaé plytke z krzyzem na stole pomiarowym tak, aby $rodek obrazu krzyza pokrywal sig
ze $rodkiem krzyza naniesionego na ekranie,

13) powtarzac czynnoéci wymienione w pkt 3 — 12.

. Jako zmiang polozenia osi obrotu nalezy przyjaé wartos¢ przemieszczenia érodka krzyza, ktdrej nie

mozna usung¢ w sposéb opisany w ust. 1.
Nacisk wstgpny i nacisk maksymalny stolu pomiarowego nalezy Wwyznaczy¢ za pomoca sitomierza.

Bledy wskazan projektora przy pomiarach diugosci nalezy WyzZnaczy¢é za pomocs Wwzorca
kreskowego w sposéb nastepujacy:

1) umiesci¢ wzorzec kreskowy na stole pomiarowym tak, aby o$ podziatki wzorca byla réwno-
legla do kierunku przesuwu,

2) zmierzy¢ odleglosci migdzy kreskami wzorca co 10 mm w calym zakresie pomiarowym,

3) dokona¢ pomiaru odlegtosci migdzy kreskami wzorca na dhugosei 1 mm co 0,1 mm.

. Czynnosci wymienione w ust. 1 nalezy wykonaé dla przesuwéw wzdhuznego i poprzecznego.

- Jako blad wskazania projektora nalezy przyjaé réznice miedzy wskazaniem a wartoscig dhugosci

wzorca.
Histerezg pomiarows nalezy wyznaczyé w spos6b nastepujacy:

1} naprowadzi¢ — przemieszczajac sté! w kierunku wskazan wzrastajacych — kreske wzorca
umieszczonego na stole pomiarowym tak, aby pokryla sie z kreska krzyza naniesiong na
ekranie,

2) . odczytaé wskazanie,

3) przemiescié st6! w tym samym kierunku,

4)  przemiesci¢ stét w kierunku wskazari malejacych tak, aby ta sama kreska wzorca pokryla sig
z kreska krzyza,
5) odczytaé wskazanie.

. Jako histerez¢ pomiarows, nalezy przyjaé réznice migdzy odczytanymi wskazaniami.

Bledy wskazan stolu pomiarowego obrotowego przy pomiarze katow nalezy wyznaczy¢ za pomocq
plytek katowych w sposéb nastgpujacy:
1)  umiescié plytke katowa na stole pomiarowym obrotowym,

2) zmierzy¢ kat plytki w co najmniej czterech réwnomiernie rozlozonych przedziatach zakresu
pomiarowego.
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§18.

§19.

2. Jako blad wskazania nalezy przyja¢ najwigksza roznice migdzy wynikiem pomiatru kata plytki

a wartoscia kata plytki.

Sprawdzenia podziatki noniusza stolu pomiarowego obrotowego nalezy dokonaé w sposéb
nastgpujacy:

1)  ustawi¢ pierwsza kreskg podziatki noniusza zgodnie z kreska 0° podziatki katowej,

2) sprawdzié za pomoca lupy, czy ostatnia kreska podziatki noniusza pokrywa sig z odpowiednia
kreska podziatki katowej,

3) czynnosci wymienione w pkt 112 powtérzy¢ dla kresek 90°, 180°, 270° podziatki katowej.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania

Wyniki sprawdzenia projektora nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania. Zapiska sprawdzania
powinna zawieraé co najmniej:

1) nazwg przyrzadu,

2) nazwg lub znak wytwoércy,

3) date, nazwisko i podpis sprawdzajacego,
4)  wyniki sprawdzenia.

133

ZARZADZENIE NR 125
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

Zz dnia 27 czerwea 1996 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o spektrofotometrycznych

cieklych wzorcach absorbancji w zakresie promieniowania UV-VIS.

Na podstawic art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248) .
zarzadza sie¢, co nastepuje: :

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o spektrofotometrycznych cieklych wzorcach absorbancji
w zakresie promieniowania nadfioletowego i widzialnego (UV-VIS), stanowiace zalacznik do
niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé ciekle wzorce
spektrofotometryczne absorbancji w zakresie promieniowania nadfioletowego i widzialnego
(UV-VIS) podlegajace kontroli metrologicznej, metody ich sprawdzania, warunki wlasciwego
stosowania oraz okresy waznosci dowodéw kontroli metrologicznej.

Zarzadzenie wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Glownego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziviski
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Zalacznik do zarzgdzenia nr 125
Prezesa Giéwnego Urzedu Miar,
z dnia 27 czerwea 1996 r. (poz. 133)

PRZEPISY METROLOGICZNE

O SPEKTROFOTOMETRYCZNYCH CIEKLYCH WZORCACH ABSORBANCJI

§ L1

§ 2.

§ 3.1

W ZAKRESIE PROMIENIOWANIA UV-VIS

Postanowienia ogélne

Przepisy dotycza cieklych wzorcéw spektrofotometrycznych absorbancji przeznaczonych do
sprawdzania spektrofotometréw w zakresie promieniowania nadfioletowego (UV) i widzialnego
(VIS).

- Wzorcami spektrofotometrycznymi ciektymi absorbancji, zwanymi dalej ,,wzorcami”, 53 roztwory

niektorych substancji chemicznych, spelniajace w szerokim zakresie stezeri prawo Beera oraz
charakteryzujace si¢ wystepowaniem w widmach absorpcji pasm o znacznej szerokosci potéwkowej,
ktorych polozenie oraz intensywno$é wyrazona jako absorbancja w maksimum pasma sa niezmienne
w ustalonych warunkach odtwarzania.

. Transmitancja wewngtrzna T(2) lub 7,(1) warstwy jednorodne; nierozpraszajacej jest to stosunek

widmowego strumienia energetycznego, dochodzacego do wewngtrznej powierzchni warstwy
wyjsciowej, do strumienia widmowego, ktéry przeszedt przez powierzchnie wejsciowa, wchodzac
w tg warstwe. :

. Absorbancja (widmowa) 4 lub A(4) jest to logarytm dziesigtny odwrotnosci transmitancji

wewnetrznej T,.

. Jako zakres promieniowania nadfioletowego (UV) przyjeto zakres od 200 nm do 400 nm, jako

zakres promieniowania widzialnego (VIS) przyjeto zakres od 400 nm do 800 nm.

. Jednostka transmitancji wewnetrznej jest jednosé. Dopuszcza sie wyrazanie transmitancji w pro-

centach.

. Jednostka absorbancji jest jednosé.

. Wzorce powinny odpowiada¢ wymaganiom przepiséw metrologicznych o wzorcach miar wielkosci

chemicznych i fizykochemicznych, jezeli przepisy niniejsze nie stanowia inaczej.
Warunki odniesienia dla wzorcoéw okreslaja:

1) wartosci dlugosci fali oraz szerokosci spektralnej wiazki promieniowania, przy ktorych
odtwarzane sa wartosci wzorcowe,

2) grubosé warstwy absorbujacej wzorca, okre§lona z niepewnoscia standardowa nie przekra-
czajaca 0,01 mm,

3) temperaturg odniesienia, ustalang indywidualnie dia danego typu wzorca.

Materiat i wykonanie

Wzorcami sa w zakresie promieniowania UV roztwory dwuchromianu potasu (K,Cr,0,)
w Srodowisku kwasu nadchlorowego lub siarkowego.

- W zakresie promieniowania VIS wzorcami sa;:

1) roztwory siarczanu amonowo-kobaltawego (CoSO,(NH,),SO, - 6 H,0) w $rodowisku kwasu
siarkowego,

2)  roztwory siarczanu miedziowego (CuSQ, - 5 H,0) w srodowisku kwasu siarkowego,

3) roztwory zawierajace jony Co(H,0)* i Ni(H,0)> w $rodowisku kwasu nadchlorowego
i azotowego,
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3

4

5
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10

11.

§ 4.1.

§ S5.1.

. Dopuszcza si¢ moZliwosé zastosowania w charakterze wzorcow innych substancji, spelniajacych
wymagania niniejszych przepisow.

- Czysto$¢ substancji chemicznych stosowanych do wytwarzania wzorcéw, wyrazona jako wlamek
masowy gléwnego sktadnika, nie powinna by¢ mniejsza niz 99,95 %.

. Woda stosowana do wytwarzania wzorcéw w zakresie VIS powinna by¢ dwukrotnie destylowana, a
jei przewodno$é elektryczna whasciwa nie powinna by¢ wigksza od 2,0 pS/cm w temperaturze 25 °C.

. Woda stosowana do wytwarzania wzorcéw w zakresie UV powinna by¢ destylowana co najmniej
dwukrotnie, ostatni raz w destylarce kwarcowej z nad roztworu KMnQO,, a jej przewodnodé
elektryczna whasciwa nie powinna by¢ wyzsza niz 1,5 uS/cm w temperaturze 25 °C.

- Przygotowane roztwory wzorcowe powinny byé Jjednorodne, pozbawione zawieszonych czastek,
a umieszczone w komorze pomiarowe] spektrofotometru (w kuwetach) nie powinny wykazywaé
fluorescencji ani polaryzacji promieniowania; nie powinny tez powodowaé rozproszenia, zakltécenia
ani zmiany kierunku przechodzacej wiazki promieniowania,

- Do kazdego wzorca dolqcza sig rozpuszezalnik, zwany odno$nikiem (np. wode lub roztwér wodny
kwasu), w ktérym byla rozpuszczona substancja, z zachowaniem warunku takiej samej czystodci jak
przy przygotowaniu wzorca.

. Wzorce moga by¢ stosowane w zestawach o stopniowanej absorbancji, przy czym gorng granice

przedzialu absorbancji okresla gérna granica zakresu stosowalnodci prawa Beera dla danej
substancji.

. Wzorce i odnoénik umieszcza sie w starannie umytych i wysuszonych amputkach szklanych,

hermetycznie zatopionych, nastgpnego dnia PO przygotowaniu roztworow.

Do kazdego wzorca wytwérca powinien dotaczy¢ Swiadectwo wzorca, zawierajace;

1) nazwg wzorca, dane identyfikacyjne i numer serii wzorca, zgodnie z danymi zamieszczonymi
na amputkach i opakowaniach zewnetrznych,

2) warto$ci absorbancji wzorca (lub zestawu wzorc6w) w okreslonych warunkach odniesienia,
w tym dotyczacych temperatury, wraz z niepewnosciami,

3) =zaleinosé absorbancji od temperatury wzorca przy kazdej dhugosci fali,

4)  datg wytworzenia wzorca oraz okres waznodci swiadectwa,

5) nazwe producenta,

6) warunki wlasciwego stosowania.

Oznaczenia

Wzorzec powinien byé zaopatrzony w etykietg, umieszczong na zewnetrznym opakowaniu wzorca
(pudetku), '

- Etykieta powinna zawieraé nastgpujace czytelne i trwate oznaczenia:

1)  nazwe wytwérey,
2) nazwe wzorca,

3) numer wzorca lub znak identyfikujacy go w sposéb jednoznaczny,
4)  date albo okres waznosci wzorca.

- Numer lub znak wzorca powinien znajdowaé si¢ réwniez na bezpoérednim opakowaniu wzorca

(ampulka z wzorcem cieklym). W zestawie wzorcow poszczegdine elementy powinny mieé numery
identyfikacyjne.

Charakterystyki metrologiczne

Podstawows charakterystyke metrologiczng wzorca stanowia wartodci lczbowe absorbancji przy
ustalonych dhugosciach fal wraz z oszacowanymi niepewnoéciami.



703

DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA Nr 21796 poz. 133

2. Charakterystyki dodatkowe stanowig;

1) zaleznodci funkeyjne absorbancji od temperatury, wyznaczone przy kazdej dlugosci fali
odniesienia w zakresie temperatur co najmniej od 20 °C do 30 °C,

2) zaleinodci funkeyjne absorbancji od szerokosci spektralnej wiazki promieniowania,
wyznaczone przy kazdej diugosci fali odniesienia, w zakresie niezbednym do ustalenia
optymalnych szerokosci spektralnych wiazki dla danego wzorca.

3. Zakresy pomiarowe wzorcoéw absorbancji powinny odpowiada¢ zakresom pomiarowym podziatki

absorbancji spektrofotometréw UV i VIS.

4. Bledy graniczne dopuszczalne (wzglgdne) wynosza;

1)  w zakresie widzialnym (VIS): 1,5 %,
2)  w zakresie nadfioletowym (UV): £1,7 %.

5. Wzorce powinny przez co najmniej 12 miesiecy odtwarzaé wartosei absorbancji z niepewnoscia nie

§ 6.1.

§ 7.

przekraczajaca bled6w granicznych dopuszczalnych.

Warunki wtasciwego stosowania

Wzorce powinny by¢ stosowane w warunkach odniesienia, okreslonych w $wiadectwie wzorca.

- Kuwety pomiarowe, stosowane przy odtwarzaniu absorbancji wzorcéw, powinny by¢ starannie

dobrane i umyte; nie powinny by¢ przechowywane wraz z innymi kuwetami, stosowanymi do
pomiaréw rutynowych.,

- Jezeli nie mozna utrzymaé temperatury odniesienia i grubosci warstwy absorbujacej odniesienia,

nalezy zastosowa¢ odpowiednie przeliczenia, opisane w $wiadectwie wzorca.

- Wzorce ciekle, przeznaczone do jednorazowego uzycia, powinny by¢ stosowane bezposrednio po

otwarciu ampuiki.

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze

Absorbancj¢ wzorcoéw wyznacza sig za pomoca wzorcowego stanowiska spektrofotometrycznego dla
zakresu UV-VIS; w sklad tego stanowiska wchodza;

1) spektrofotometr o wysokiej rozdzielczosci spektralnej (0,05 +0,07) nm, bledzie wskazan
dtugosci fal nie przekraczajacym +0,2 nm, bezwzglednym bledzie wskazan transmitancji nie
przekraczajacym +0,2 % w zakresie transmitancji od 1% do 50 % i nie przekraczajacym
+0,3 % w zakresie powyzej 50 %, poziomie promieniowania rozproszonego ponizej 8- 10™ %,

2) zestaw uwierzytelnionych wzorcow:

a) transmitancji, zawierajacy co najmniej sze$¢ wzorcow, ktérych charakterystyki
metrologiczne zostaly wyznaczone z niepewnoscia wzgledng rozszerzong nie przekra-
czajaca £0,5 %,

b) absorbancji, ktorych charakterystyki metrologiczne zostaty Wyznaczone z niepewnosciq
wzgledna rozszerzong nie przekraczajaca +0,5 %,

¢) dlugodci fal, ktérych charakterystyki metrologiczne zostaly wyznaczone z niepewnoscia
rozszerzong nie przekraczajaca 0,1 nm,

d) do sprawdzania poziomu promieniowania rozproszonego,

3) kuwety pomiarowe, spelniajace szczegblne wymagania techniczne dotyczace plaskosci
i réwnoleglosci powierzchni scianek czynnych, ktérych grubosé (odpowiadajaca grubosci
warstwy absorbujace wzorca) zostala wyznaczona z niepewnoscia standardowa nie przekra-
czajaca +0,005 mm,

4) wyposazenie do termostatyzacji kuwet pomiarowych, zapewniajace utrzZymanie stalej
temperatury w zakresie od 20 °C do 30 °C przy dopuszczalnych odchyleniach nie przekra-
czajacych +0,1 °C,

5) destylarki do wody, w tym destylarka kwarcowa.
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§ 8.1.

§ 9.1.

§10.1.

Metoda wyznaczania absorbancji

Przed rozpoczgciem wyznaczania absorbancji wzorcow nalezy sprawdzié charakterystyki me-
trologiczne spektrofotometru wzorcowego za pomocg wzorcow, o ktérych mowa w § 7 pkt 2.
Sprawdzenia charakterystyk dokonuje sie takze po zakoficzeniu pomiaréw (nie dotyczy to
sprawdzania poziomu promieniowania rOZproszonego).

- Pomiary absorbancji wzorcéw nalezy wykonaé w warunkach odniesienia okreslonych w § 2 pkt 1

wzgledem odnosnika, umieszczonego w kuwecie o parametrach spektralnych i geometrycznych
zblizonych do parametréw kuwety pomiarowe;j.

. Pierwszej wstgpnej serii pomiaréw dokonuje si¢ przed napemieniem ampulek, nastepnej serii

(n =5 + 10) dokonuje si¢ na roztworach pobranych z ampulek, wybierajac losowo ok. 15 % ampu-
ek z danym wzorcem.

. Otrzymane wartoséci srednich arytmetycznych koryguje sig, uwzgledniajac wyznaczone poprawki

wskazan spektrofotometru.

Stabilno$¢ wzorca nalezy wyzmaczaé podczas badad zwigzanych z zatwierdzeniem typu w ciagu co
najmniej 6 miesigcy.

. Niepewnos¢ rozszerzong U wzorcow absorbancji przy kazdej dlugosci fali odniesienia nalezy

0szacowac na poziomie ufnosci nie nizszym niz 0,95 wedlug wzoru:
U=k u, ,
gdzie:

k - wspdtezynnik pokrycia, ktérego warto$é dla poziomu ufnosci 0,95 i n = 10 przyjmu-
Jjesig 2, adlan=>35 przyjmuje si¢ 2,8,

#, — zlozona niepewno$¢ standardowa.

. Niepewno$¢ u_ nalezy wymaczyé wediug wzoru:

_ 2 2 2 2 2 2 2
U = Jul +u2+u3+u4+u5+u6+u7 .

gdzie:
u; — niepewno$¢ standardowa zastosowanych wzorc6w transmitancji i absorbancji,
#, — niepewno$é standardowa zwiazana z niepewnoécia wzorcéw dhigosci fali,
u; — niepewnos¢ standardowa zwiazana z nieliniowoscia uktadu pomiarowego transmitancji

spektrofotometru,

u, — niepewn_oéé_ standardowa zwiazana z niepewnoscia wyznaczenia grubosci warstwy
absorbujacej,

#; — niepewnos¢ standardowa zwiazana z wplywem promieniowania TOZProszonego,
u; — niepewnos¢ standardowa zwiazana z niepewnoscia pomiaru temperatury,

#; — niepewno$é standardowa $redniej arytmetycznej serii pomiaréw absorbancji wzorca
(n=10) przy dfugosci fali odniesienia.
Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej wzorca jest decyzja o zatwierdzeniy typu 1 $wiadectwo
uwierzytelnienia.

Okres waznosci swiadectwa uwierzytelnienia wzorca nie powinien by¢ dhuzszy niz okres waznosci

_wzorca. '

- Swiadectwo uwierzytelnienia traci waznoéé w razie:

1)  uszkodzenia amputki z WZOrcen,
2)  stwierdzenia utraty parametréw metrologicznych wzorca.

. Termin, do ktérego wzorce zatwierdzonego typu moga byé wprowadzane do obrotu lub

uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.
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ZARZADZENIE NR 126
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

Z dnia 27 czerwea 1996 r.,

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych

o wzorcach spektrofotometrycznych diugosci fal w zakresie promieniowania UV-VIS.

Na podstawie art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.1.

§ 3.

§ 4.

Wprowadza sig przepisy metrologiczne o wzorcach spektrofotometrycznych dhugosci fal w zakresie
promieniowania UV-VIS, stanowiace zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé wzorce spektrofoto-
metryczne dtugosci fal dla zakresu promieniowania UV-VIS podlegajace kontroli metrologiczne;j,
metody ich sprawdzania, warunki wlasciwego stosowania oraz okresy wazno$ci dowodéw kontroli
metrologiczne;j.

Zarzadzenie wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalgcznik do zarzgdzenia nr 126
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
Z dnia 27 czerwea 1996 r. (poz. 134)

PRZEPISY METROLOGICZNE
O WZORCACH SPEKTROFOTOMETRYCZNYCH DLUGOSCI FAL
W ZAKRESIE PROMIENIOWANIA UV-VIS

Postanowienia ogélne

Przepisy dotycza wtérnych wzorcéw spektrofotometrycznych dlugosci fal, przeznaczonych do
sprawdzania uzytkowych spektrofotometréw w zakresie promieniowania nadfioletowego (UV)
i widzialnego (VIS).

Wtorne wzorce spektrofotometryczne dlugosci fal, zwane dalej ,,wzorcami”, sg to ciala fizyczne
stale iciekle, shuzace do odtwarzania wartosci dlugosci fal w zakresie promieniowania
nadfioletowego i widzialnego od 200 nm do 800 nm z okreslona niepewnoscia.

Linia widmowa jest to promieniowanie monochromatyczne wysylane lub pochtaniane podczas
przejécia migdzy dwoma poziomami energetycznymi.

Warunki odniesienia dla wzorcéw stanowia:

1) powietrze pod ciSnieniem atmosferycznym,

2) temperatura 25°C+ 5 °C,

3) szerokoé¢ spektralna wiazki promieniowania, przy ktérej zostaly wyznaczone wartoéci dhugosci
fal wzorca.

Wzorce powinny odpowiadaé wymaganiom przepisow metrologicznych o wzorcach miar wielkoéci
chemicznych i fizykochemicznych, o ile przepisy niniejsze nie stanowia inaczej.
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§ 5.1.

§ 6.1.

Materiat, konstrukcja i wykonanie

Wzorce state wykonuje si¢ w postaci filtréow o grubosci od 2 mm do 3 mm ze szkiet optycznych,
domieszkowanych tlenkiem holmu (szklo holmowe) albo neodymu i prazeodymu {szklo
dydymowe), pozbawionych skaz, pgcherzy, smug i wiracen.

. Wzorce ciekle wykonuje si¢ w postaci jednoskladnikowych lub wielosktadnikowych roztwordw soli

pierwiastkéw zigm rzadkich — takich jak holm, neodym, prazeodym, samar — w kwasie nad-
chlorowym.

. Dopuszcza si¢ wykonanie wzorcdw z innych substancji i materiatéw niz wymienione w ust. 1 i 2,

pod warunkiem ze beda si¢ one charakteryzowaly widmem absorpcji promieniowania, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 i duzg stabilnoscia. Widmo powinno mie¢ wiele waskich, symetrycznych i o zbli-
zonej intensywnosci pasm, ktérych polozenie jest stale.

. Czysto3¢ substancji chemicznych stosowanych do wytwarzania wzorcéw ciektych, wyrazona jako

ulamek masowy glownego skladnika, nie powinna by¢ mniejsza niz 99,9 %.

. Woda stosowana do wytwarzania wzorcow cieklych powinna byé dwukrotnie destylowana, a jej

przewodnos¢ elektryczna wiasciwa nie powinna by¢ wigksza od 2,5 uS/cm w temperaturze 25 °C.

. Wzorce ciekte powinny by¢ umieszczone w zatopionych amputkach szklanych jednorazowego

uzycia albo w zatopionych kuwetach lub amputkach kwarcowych wielokrotnego uzycia.

. Wzorce state powinny by¢ umieszczone w poczernionych oprawkach metalowych i przechowywane

w odpowiednich pudetkach.

. Do kazdego wzorca wytwérea powinien dotaczy¢ Swiadectwo wzorca, zawierajace:

1) nazwg wzorca,
2) odtwarzany zakres dtugoéci fal,

3) wartosci wzorcowe dhugosci fal odniesione do powietrza przy jednej lub kilku szerokosciach

spektralnych wiazki promieniowania w spekirofotometrze wraz z niepewnosciami rozsze-
rzonymi,

4)  datg wydania $wiadectwa,

5) datg lub okres waznosci wzorca,

6) krzywa spektrofotometryczng okreslajacq zaleznosé absorbancji od dhigosci fali,
7) warunki wlasciwego stosowania,

8) numer serii,

9) nazweg lub znak wytworcy.

Charakterystyki metrologiczne

Charakterystyke metrologiczna podstawowa wzorca stanowig, wartosci dhugosci fal wybranych pasm
absorpcji w ustalonym zakresie pomiarowym wraz z niepewnosciami rozszerzonymi.

Charakterystyka uzupetniajaca jest krzywa spektrofotometryczna.

. Zakresy pomiarowe i bledy graniczne dopuszezalne wartodci diugosci fal — odtwarzanych przez

wzorce, o ktdrych mowa w § 5 ust 1i2- podano w tablicy:

Lp. Material wzorca Zakres pomiarowy Biad graniczny
. nm dopuszczalny, am
1 Roztwor tlenku holmu (Ho,0,) ) '
w kwasie nadchlorowym 240+ 641 #0,2
2 Roziwér mieszaniny tlenkéw holmu, neodymu, ]
prazeodymu i samaru w kwasie nadchlorowym 240+ 800 +0,2
3 Filtr holmowy (szklo) 279 + 640 +0,2

4 Filtr dydymowy (szklo) 402 =750 +0,3
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§ 7.1.

§ 8.1.

. Bledy graniczne dopuszczalne wartosci dtugosci fal odtwarzanych przez wzorce, o ktérych mowa

W § 5 ust. 3, wynosza +0,2 nm dla wzorcéw cieklych i +0,3 nm dla wzorcéw statych.

- Niepewnosci rozszerzone wartodci dlugosci fal odtwarzanych przez wzorce — przy poziomie ufnosci

nie nizszym niz 0,95 — nie powinny przekracza¢ bledéw granicznych dopuszczalnych.

- Wzorce ciekle powinny odtwarzaé wartosci dhugodci fal w granicach niepewnosci, o ktérych mowa

W ust. 5, co najmniej przez szes$¢ miesigcy, a wzorce stale przez co najmniej 3 lata.

Metody wyznaczania wartosci wzorcowych

Wartosci wzorcowe dhugosdci fal wzorcdéw powinny byé wyznaczone w warunkach odniesienia za
pomocy spektrofotometréw siatkowych o rozdzielczosci nie mniejszej niz 0,1 nm, wywzorcowanych
wzorcami podstawowymi — lampami spektralnymi — ktérych charakterystyki metrologiczne, ustalone
na podstawie danych odniesienia opublikowanych m. in. w tablicach linii widmowych Harrisona
(Harrison G.R., MIT Wavelength Tables, Cambridge, Ma, 1960) oraz w normie PN-86/N-02302
Dlugodci fal odniesienia, podano w tablicy:

Pierwiastek Dhugosci linii widmowych Pierwiastek

w powietrzu, nm

Dhugosci linii widmowych
w powietrzu, nm

Hg

275,28
296,73
312,57
334,15°

365,01°
404,66°
407,78
435,83

546,07
576,96
579,07

He

388,86
501,57
587,56°
667,82

706,52

H

434,05

486,13"

656,27"

Cd

467,82
479,99

508,58
643,85

D

485,99

656,10

Rb

780,02

794,76

Zn

213,86

Ne

640,22

692,95

724,52

*) wg PN-86/N-02302

. Niepewnos¢ standardowa wartosci dtugosci fal, podanych w ust. 1 (tablica) nie przekracza 0,01 nm.

- Do wzorcowania spektrofotometréw, o ktorych mowa w ust. 1, moga by¢ tez stosowane dhugosci fal

promieniowania laserowego okreslone w normie PN-86/N-023 02, o ktérej mowa w ust. 1.

Wartosci dlugosci fal wzorcéw powinny byé wyznaczone dla maksiméw dobrze wyksztatconych
pasm absorpcji, nie wykazujacych subtelnej struktury, przy kilku szerokosciach spektralnych wigzki
promieniowania w spektrofotometrze — na przyktad 0,1 nm, 0,5 nm, 1,0 nm, 3,0 nm — jako érednie
arytmetyczne z o najmniej pigciu pomiaréw przy kazdej szerokosci wigzki promieniowania.

. Niepewnos¢ rozszerzong U dla kazdej wartosci wzorcowej nalezy oszacowaé na poziomie ufnosci

nie nizszym niz 0,95 wedtug wzoru:

gdzie:
k - wspdtczynnik pokrycia, ktérego wartosé dla poziomu ufnosci 95 % i co najmniej pigcin
pomiaréw nalezy przyja¢ réwna 2,8, a dla co najmniej dziesigciu pomiaréw — réwna 2,

u. — niepewnos¢ zlozona, obliczona wedhig wzoru:

_ I 2 2 2
uc— u|+u2+u3 3

niepewnos$¢ standardowa danych odniesienia dla wzorcéw podstawowych,
niepewnos¢ standardowa zwiazana z odtwarzaniem wartosci wzorcow podstawowych,

niepewnos$¢ standardowa wartosci dhugosei fali, obliczonej jako srednia arytmetyczna
z serii pomiaréw,

. Stabilnoé¢ wzorcéw nalezy wyznaczyé w ciagu co najmniej szesciu miesigcy podczas badanh

zwiazanych z zatwierdzeniem typu.
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§ 9.1.

Oznaczenia i warunki wlasciwego stosowania

Wzorce powinny by¢ zaopatrzone w nastepujace oznaczenia:

1) nazwa wzorca,

2) odtwarzany zakres dhugosci fal,
3) data oraz okres wazno$ci wzorca,
4) numer serii,

5) nazwa lub znak wytworcy.

. Oznaczenia powinny by¢ umieszezone na etykietach naklejonych na amputkach i na zewnetrznym

opakowaniu wzorca.

3. Wzorce powinny by¢ stosowane w warunkach odniesienia.

Warunki siosowania wzorcow powinny zapewniac niezmienno$é ich sktadu chemicznego.

5. Szybko$¢ rejestracji (skanowania) widma oraz wzmocnienie spektrofoiometru powinny byé tak

§10.1.

dobrane, aby zapewni¢ optymalne warunki odtwarzania krzywej spektrofotometrycznej wzorca.

Wzorce ciekle przeznaczone do jednorazowego uzycia powinny by¢ stosowane bezposrednio po
otwarciu ampulki, wzorce stale mogg by¢ stosowane wielokrotnie.

. Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej wzorca stalego jest decyzja o zatwierdzeniu typu i éwiadectwo
legalizacji albo $wiadectwo uwierzytelnienia, a dla wzorca ciektego — decyzja o zatwierdzeniu typu
i $wiadectwo uwierzytelnienia.

. Okres waznodci Swiadectw uwierzytelnienia i legalizacji wzorcéw powinien by¢ taki, aby data ich

waznosci nie byla pézniejsza niz data waznosci tych wzorcéw.

. Okres waznosci $wiadectwa uwierzytelnienia i $wiadectwa legalizacji wzorca stalego nie moze by¢

dluzszy niz trzy lata.

. Dowody legalizacji lub uwierzytelnienia wzorcow tracg waznos$é w razie:

1)  uszkodzenia powierzchni czynnej wzorca stalego albo amputki, w ktdrej przechowywany jest
wzorzec ciekly,

"~ 2) stwierdzenia utraty parametrow metrologicznych wzorca.

. Termin, do ktérego wzorce zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzone do obrotu lub uzytkowania

okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.
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ZARZADZENIE NR 127
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 27 czerwea 1996 r.

W sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych
o wzorcach spektrofotometrycznych dlugosci fal i liczb falowych
w zakresie promieniowania IR.

Na podstawie art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o wzorcach spektrofotometrycznych dhugosci fal i liczb
falowych w zakresie promieniowania IR, stanowiace zatacznik do niniejszego zarzadzenia.
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§ 2.

§ 3.

§ L

§ 2.1.

§ 3.1.

§ 4.

§ 5.1

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé wzorce spektrofoto-
metryczne dlugosci fal i liczb falowych w zakresie promieniowania IR podlegajace kontroli
metrologicznej, metody ich sprawdzania, warunki wlasciwego stosowania oraz okresy waimosci
dowodéw kontroli metrologicznej.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnja ogloszenia,

Prezes
Gtéwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalycznik do zarzqdzenia nr 127
Prezesa Gléwnego Urzeda Miar
Z dnia 27 ezerwea 1996 r. (poz. 135)

PRZEPISY METROLOGICZNE ]
O WZORCACH SPEKTROFOTOMETRYCZNYCH DLUGOSCI FAL
I LICZB FALOWYCH W ZAKRESIE PROMIENIOWANIA IR

Postanowienia ogélne

Przepisy dotycza wt6mych wzorcéw spektrofotometrycznych diugosci fal i liczb falowych,
przeznaczonych do sprawdzania uzytkowych spektrofotometréow o $redniej rozdzielczoéci w zakresie
promieniowania IR (podczerwonego).

Wtérne wzorce spektrofotometryczne diugosci fal i liczb falowych, zwane dalej ,,wzorcami” sa to
ciala fizyczne stale lub ciekle, shuzace do odtwarzania wartosci diugodci fal A i liczb falowych ¥

w zakresie promieniowania IR od 2,5 Hm do 25 um (od 400 cm™ do 5000 cm™) z okreslona
niepewnoscig.

- Spektrofotometry o $redniej rozdzielczosci s4 to takie spektrofotometry, ktérych rozdzielczodé AV

W punktach skali 1000 cm™ i 3000 cm™ wynosi odpowiednio okoto 1 cm™ i okoto 1,5 cm™.

Diugodci fal wyraza sie¢ w mikrometrach (um), a liczby falowe w centymetrach do potegi minus
pierwszej (cm™).

Grubos¢ warstwy absorpcyjnej wzorca wyraza si¢ w milimetrach (mm).

. Spektrainy zakres pomiarowy wzorca wyraza sie w centymetrach do potegi minus pierwszej {cm™)

lub w mikrometrach (pm).

. Rozdzielczoéé spektrofotometru wyraza si¢ w centymetrach do potegi minus pierwszej (cm™) lub

w mikrometrach (um).

. Temperaturg wyraza si¢ w stopniach Celsjusza (°C).

Cisnienie wyraza si¢ w hektopaskalach (hPa).

Wzorce powinny odpowiadaé Wymaganiom przepiséw metrologicznych o wzorcach miar wielkosci
chemicznych i fizykochemicznych, o ile niniejsze przepisy nie stanowia inacze;j.

Materiat, konstrukcja i wykonanie

Wizorce stale wykonuje sig z folii polistyrenowej o grubosci 7 um i 70 pm lub estrofolowej o grubo-
$ci 6 pm i 50 pm.

- Wzorce ciekle wykonuje sie z indenu stabilizowanego, z 1,2,4-tréjchlorobenzenu i z mieszanin sta-

bilizowanego indenu, kamfory i cykloheksanonu.

. Folia polistyrenowa i estrofolowa (politereftalanoetylenowa) powinna si¢ charakteryzowaé duzg

przezroczystodcia, jednorodnoscia chemiczng i strukturalna, jednolita gruboscia, brakiem peche-
rzykéw i mechanicznych uszkodzef: powierzchni,
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§ 6.1.

Substancje uzyte do wykonania wzorcéw cieklych powinny byc wo]ne od zanieczyszczen wplywaja;
cych na charakterystyke spektrofotometryczng wzorcow.

. Dopuszcza sie wykonanie wzorcdw z innych substancji i materialéw niz wymienione w ust. 11 2,

pod warunkiem ze beda si¢ one charakteryzowaly widmem absorpcji w zakresie wymienionym
w § 2 ust. 1 i duza stabilnoscia. Widmo powinno mie¢ wiele waskich, symetrycznych i o zblizonej
intensywnos$ci pasm, ktorych polozenie jest state.

. Wzorce stale powinny by¢ umieszczone w oprawkach tekturowych albo z tworzywa sztucznego.

Wzorce ciekle powinny by¢ umieszczone w hermetycznie zamknigtych amputkach lub butelkach
szklanych z korkiem szlifowanym, opakowanych w pudelka tekturowe albo z tworzywa sztucznego.
Do kazdego wzorca wytwdrca powinien dolaczyé $swiadectwo wzorca, zawierajace:

1) nazweg wzorca,

2) odtwarzany zakres dhugosci fal (liczb falowych),

3) wartoéci wzorcowe dlugosci fal (liczb falowych) odniesione do prézni lub powietrza wraz
Z niepewnosciami rozszerzonymi,

4) date wydania $wiadectwa wzorca,
5) date lub okres waznosci wzorca,

6) krzywa spektrofotometryczna okreslajaca zalezno$é transmitancji (absorbancji) od dhugosci fali
(liczby falowej),

7) warunki wlasciwego stosowania,
8) numer serii,
9 nazwe lub znak wytworcy.

Charakterystyki metrologiczne

Charakterystyke metrologiczna podstawowa wzorca stanowia wartosci wybranych dlugosci fal (liczb
falowych) w ustalonym zakresie pomiarowym wraz z niepewnosciami rozszerzonymi.

Charakterystyka nzupelniajaca jest krzywa spektrofotometryczna.

. Zakresy pomiarowe i blgdy graniczne dopuszczalne wartosci liczb falowych — odtwarzanych przez

wzorce, o ktérych mowa w § 5 ust. 11 2 — podano w tablicy:

Lp. Material wzorca Zakres pomiarowy Blad graniczny dopuszcza.l.ny
cm™ cm™?
1 | Polistyren (folia) 690 + 1950 +1
2850 + 3100
2 Estrofol (folia) 400 + 4000 +0,5
1,2,4-tréjchlorobenzen 400 + 600 +1
1850 + 4650
4 Mieszanina stabilizowanego indenu (33,3 %), 400 + 650 +2
kamfory (33,3 %) i cykloheksanonu (33,3 %)
5 Mieszanina stabilizowanego indenu (98,4 %), 690 + 3950 +1
kamfory (0,8 %) i cykloheksanonu (0,8 %)
6 Inden stabilizowany 690 + 1700 +1
1800 -+ 3950

. Bledy graniczne dopuszczalne wartodci liczb falowych odtwarzanych przez wzorce wykonane

zgodnie z § 5 ust. 5, nie mogg przekraczaé 2 cm™,

. Niepewnosci rozszerzone wartosci liczb falowych odtwarzanych przez wzorce — przy poziomie

ufnosei nie nizszym niz 0,95 — nie powinny przekraczac¢ bledéw granicznych dopuszczalnych.

. Wzorce ciekle powinny odtwarza¢ wartosci dlugosei fal (liczb falowych) w granicach niepewnosci,

o ktérych mowa w ust. 5 co najmniej przez rok, a wzorce stale — co najmniej przez trzy lata.
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Metody wyznaczania wartodci wzorcowych

§ 7.1. Wartosci dlugosei fal (liczb falowych) wzorcéw powinny byé wyznaczone za pomoca spektro-

fotometréw siatkowych o rozdzielczosci nie mniejszej niz 1,3 cm”, wywzorcowanych wzorcami
podstawowymi, ktérych charakterystyki metrologiczne — ustalone na podstawie danych odniesienia
Miedzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) — podano w tablicy:

Lp. Material wzorca podstawowego Zakres pomiarowy Niepewno$¢ standardowa

e em™

1 Dwutlenek wegla atmosferyczny 665 + 670 =1,0

2310 + 2340 0,5

2 | Acetylen 690 + 785 0,5

3225 + 3345 +1,0

3 Amoniak 770 + 1215 0,5

3175 = 3475 1,0

, 3475 + 3530 +1,0

4 Metan 1235 + 1370 +0,5
2955 + 3185

5 Para wodna atmosferyczna 1400 + 1945 +0,5
3740 + 3945

6 Tlenck wegla 2060 + 2230 +0,5

7 Dwutlenek wegla 2235 + 2285 +0,5

8 Bromowod6r 2390 + 2715 0,5

9 Chlorowodér 2625 + 3050 +0,5

2. Wartosci dtugosci fal (liczb falowych) powinny by¢ wyznaczone w warunkach wlasciwego stosowa-

§ 8.1

nia dla maksiméw dobrze wyksztalconych pasm absorpcji jako rednie arytmetyczne z co najmniej
pigciu pomiardw.

. Niepewno$¢ rozszerzona U dla kazdej wartosci wzorcowej nalezy oszacowaé na poziomie ufnosci

nie nizszym niz 0,95 wedlug wzoru:
U=k u,

c

gdzie:

k — wspotczynnik pokrycia, ktérego warto$¢ dla poziomu ufnosci 95 % i co najmniej pigciu
pomiaréw nalezy przyjaé réwna 2,8, a dla co najmniej dziesieciu pomiaréw — réwna 2,

4, — niepewno$¢ zlozona, obliczona wedlug wzoru:

u,= Jud +uli+ul ,
¥, — niepewnos¢ standardowa danych odniesienia,

#, — mniepewnoé¢ standardowa zwiazana z odtwarzaniem warto$ci wzorcow podstawowych,

u; — niepewnos$¢ standardowa wartosci liczby falowej, obliczonej jako srednia arytmetyczna
Z serii pomiaréw.

. Stabilno$¢ wzorcéw nalezy wyznaczy¢ podezas badan zwiazanych z zatwierdzeniem typu w ciagu

co najmniej 6 miesiecy.

Oznaczenia i warunki wlasciwego stosowania
Wzorce powinny by¢ zaopatrzone w nastgpujace oznaczenia:
1) nazwa wzorca,
2)  odtwarzany zakres dlugosci fal (liczb falowych),
3) data oraz okres wazno$ci wzorca,
4)  numer serii,
5) nazwa lub znak wytworcy.
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2. Oznaczenia powinny by¢ umieszczone na etykietach naklejonych na ampuikach lub butelkach

3.

Z Wzorcem oraz na zewnetrznym opakowaniu wzorca.

Wzorce powinny byé stosowane zgodnie z warunkami wymienionymi w §wiadectwie wzorca.

4. Wzorce ciekle przeznaczone sg do jednorazowego uizytku, wzorce stale moga byé uzyte

§ 9.1.

wielokrotnie.

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej wzorca stalego jest decyzja o zatwierdzeniu typu i §wiadectwo
legalizacji albo $wiadectwo uwierzytelnienia, a dla wzorca cieklego — decyzja o zatwierdzeniu typu
i §wiadectwo uwierzytelnienia.

. Okres waznosci §wiadectw uwierzytelnienia i legalizacji wzorcéw powinien by¢ taki, aby data ich

waznosci nie byla pdZniejsza od daty wainosci tych wzorcow.

. Okres waznoéci $wiadectw uwierzytelnienia i legalizacji wzorca stalego nie moze by¢ dluzszy niz

trzy lata.
Dowody legalizacji lub uwierzytelnienia wzorcow traca waznos¢ w razie:

1) uszkodzenia powierzchni czynnej wzorca statego albo ampuitki, w kidrej przechowywany jest
wzorzec ciekly,

2) stwierdzenia utraty parametréw metrologicznych wzorca.

. Termin, do ktérego wzorce zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzone do obrotu lub

uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

Redakcja: Biure Prawne Gléwnego Urzedu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2,
Druk, prenumerata i kolportaz; Wydawnictwa Nommalizacyjne ,, ALFA” — ,,WERO” Sp. z 0.0.
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 22
Pojedyncze egzemplarze Dziennika Urz¢gdowego mozna nabywaé
w Centralnej Ksi¢garni Norm, 00-820 Warszawa, ul, Sienna 63, tel. 620 45 (0, 620 71 31

Tloczono z polecenia Prezesa Gléwnego Urzedu Miar

cena: 3 zi 84 gr (38 400 z1)



